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　1．緒言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　溶接部 に 存在 す る欠陥 の 検 査 法 と して 種 々 の 非破壊検査法 が

用 い られ て い る 。 そ の 中で も X 線試験法 は広 く実用 され て い る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

が、X 線検査 フ ィ ル ム か ら欠陥の 有無、形状、種類等 を 判定す

る に は熟練 を 要す る 。 しか し近年 、 熟練者の 不足等の 問題 か ら

そ の 自動化の 必要性 が 獻 し て い る ． そ 。 で 本研究 で は 、 。 ，

ル ム 上 で は識別 が 困難な 欠陥を 画像 と して 明瞭 に表示 し 、 そ の

判 定 を支援 す る た め の シ ス テ ・ の 開発 を 試み た 。 　 　 　 　 　
　2．シ ス テ ム の 構成及 び 試料　　　　　　　　　　　　　　　 Fig．1Arrangement 　of　equipments

F‘g・1 は 本 研 究 で 用 い 巌 置 の 黻 を 示 し た も の で あ り ・ 主 に
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欠陥像 は コ ン ピ ュ
ータ に 取 り込 まれ る・ こ れ に 画像処 理 が 施 さ　Fig．2　X −ray 　image　with 　defect

れ、結果 が CRT 上 に 画 像 表 示 さ れ る。

　試料 と し て ブ ロ ーホ ール 、ク ラ ッ ク等 の 溶接欠陥 を含 む 溶接

部 の X 線検査 フ ィ ル ム を用い た 。
Fig2 に 一例 と して 溶接割 れ

の X 線写真を示す 。

　3．画像 の 強 調 と ノ イ ズ 除去

　一
般 に X 線 フ ィ ル ム は コ ン トラス トに 乏 し い た め 、 正常な欠

陥判定 を行 うた め に は 、 高い コ ン トラ ス トの 画像 を 得 る必要 が

あ る 。 この 目的 の た め 、 取得画像 に 正規化処 理及 び ヒ ス トグ ラ

ム 均
一化 処 理 を 施 した 。 ま た、ノ ・fズ の 除去 に は メ デ ィ ア ソ フ a

ル タ を 用 い た 。

　Fig，3 は Fig．2 に 示 し た 欠陥 の 取得 画 像 を そ の ま ま示 し た もの

で あ り、 また Fig、4 は こ の 画像中の 輝度を 16 階調 に 分類 し 、 こ

れ を 16色 カ ラー
で 表示 し た もの で あ る 。 さらに 、

Fig．5 に 欠陥

を横切 る 1 本 の 走査線上 の 輝度分布 を グ ラ フ で 示す。図 中 （a ）は

取得 画 像 の 輝度分布 を、（b）は正規化処理を 、 （c）は ヒ ス トグ ラ

ム 均一化処 理 を施 した結 果で あ り、 （c）の 方 が コ ン ト ラ ス トが 強

Fig．3　0riginal　monitor 　image
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調 され て い る こ とが 分 か る。ま た （d）に メ デ ィ ア ン

フ ィ ル タ を施 し た結 果 を示す 。 こ れ よ り本 フ ィ ル

タ が ノ イ ズ 除去 に 有効 な こ と が 確 認 さ れ，る。

　 4．欠陥 の 抽出

　 Fig．5（a）〜（d）まで の 処 理 で ノ イ ズ を除去 し た後 、

欠 陥 を 強調 す る た め に 縦線強調 処 理 を行 っ た （e）。

さ ら に 、 背景輝度分布 を 差 し引 い て 欠 陥 画豫を抽

出す る た め 、 N 点単純平均法 を適用 して 得た背景

画像 と （e）と の 差分画豫 （f）を 求 め た 。 図 （f）よ り

欠陥 が 明瞭 に抽出 さ れ て い る こ と が 分 か る 。 ま た

Fig．7 に Fig．5 （f）の 処 理で 求 め た 画像 を 3 値化 カ

ラー表示 で 示す 。 こ れ に よ り本 シ ス テ ム を用 い る

こ と に よ り不 明瞭で あ っ た欠陥 を明瞭 に 表示 で き

る こ とが 確認で き る 。

　5．背景輝度分布 の 抽出 と 差分 処 理

’
従来 の 背景輝度分布は 、 主 と して 、平 滑 化 処 理

を 基礎と し た 手法 で 求 め られ て い た。 し か し、こ

の 手法 は 欠 陥 の 大 き さ に 応 じ て 、平 滑 化 の フ ィ ル

タ サ イ ズ を 変更す る 必要 が あ っ た。 こ の 手法 を改

善す る た め に 原画縁 の 輝度 の 代 表点 を選 択 し 、 補

間法 で 結 ぶ こ と に よ り新 し い 輝度分布曲 線 を得 る

手法 を提 案 す る。 こ の 場合 、 代表点 は そ れ ぞ れ の

輝度 曲 線 の 極大値 を 選択 し、補 間法 と して は ス プ

ラ イ ン 補間、 直線補間、 近似法 とし て 最小 2乗 法

を用 い た・Fig・6（a）に 原画像 を、（b）に メ デ ィ ア ン
・

処 理 を 施 し 、 既述 の 方法 で 代表点 を求 め た 結 果 を

示 す。た だ し 図中 の 曲線 は そ の 点 の ス プ ラ イ ン 補

間 に よ る背景輝度曲線 を 示 す。（c｝は （a）か ら （b）

を差iし引 い た 輝度 曲 線、（d）は （c 〕

に メ デ ィ ア ン 処 理 を施 し た結 果 を

示 し て い る 。 ま た Fig．8 に 以 上 の

処 理 で 求 め た 欠陥像 の 3値化 カ ラ

ー表示 し た もの を 示す。

　以 上 の 結 果 よ り、本法 が X 線

フ ィ ル ム か ら欠 陥画像 を抽出す る

た め の 処 理 法 と して 有効で あ る こ

　　　　　　　　　　　　　　　 Fig．7
とが 示 され た。
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